Załącznik nr 1

  Wymagania i parametry techniczne profilometru optycznego i modułu

	Lp.
	Nazwa parametru
	Wymaganie
	Kolumna do wypełnienia przez oferenta  *
	Punktacja

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Typ urządzenia
	
	podać
	

	2.
	Rok produkcji
	2011
	potwierdzić
	

	3.
	Kraj producenta urządzenia
	
	podać
	

	4.
	Producent urządzenia
	
	podać
	

	5.
	Urządzenie
	fabrycznie nowe
	potwierdzić
	

	6.
	Stolik na próbkę
	minimalny zakres przesuwu w osiach XY

>= 100 mm x 100 mm
	potwierdzić

 i podać
	

	
	
	przesuw w osiach XY realizowany:

         a) manualnie 

         b) automatycznie z poziomu    
             oprogramowania
	podać


	0

3



	
	
	rozdzielczość optyczna w osiach 
X i Y dla powiększenia 2,5x

>= 4,90 µm
	potwierdzić

i podać
	

	
	
	zakres przesuwu w osi Z 

                         >= 100mm                            
	potwierdzić             i podać
	

	
	
	mechaniczny mechanizm pochyłu stolika próbki
	potwierdzić
	

	
	
	maksymalny kąt pochyłu stolika dla obsługi manualnej nie mniejszy niż 6º
	potwierdzić 

i podać
	

	7.
	Zakres skanowania w osi Z
	a) =10 mm

b) >10 mm
	podać
	0

3

	8.
	Rozdzielczość skanowania w osi Z (pionowa) lub krok skanowania drogi optycznej wiązki odniesienia 
	rozdzielczość skanowania w osi Z <=0,1nm

lub

krok skanowania drogi optycznej wiązki odniesienia = 0,2 µm
	potwierdzić

 i podać
	

	9.
	Szybkość skanowania w osi Z
	>= 20 µm/sek
	potwierdzić

i podać
	

	10.
	Rozdzielczość pomiaru 
	w osiach płaszczyzny badanej struktury dla obiektywu 2,5x

a) > 0,6 µm

b) <= 0,6 µm
	podać
	0

3

	
	
	w kierunku prostopadłym do płaszczyzny badanej struktury 

a) >0,1 nm

b) <= 0,1 nm
	 podać
	0

3

	11.
	Zakres pola badawczego (obszaru skanowania) w każdej z osi X i Y
	dla obiektywu 2,5x

nie mniejsza niż 2,5 x 2,5 mm
	potwierdzić

 i podać
	

	12.
	Pętla sprzężenia zwrotnego
	co najmniej w jednej osi 
	potwierdzić

 i podać
	

	13.
	Tryb pracy
	urządzenie musi posiadać tryb pracy łączący technikę interferometrii pionowej i przesunięcia fazowego
	potwierdzić
	

	14.
	Dodatkowe tryby pracy
	a) brak trybów

b) tryb interferometrii pionowej skanującej

c) tryb interferometrii przesunięcia fazowego
	podać


	0

3

3

	15.
	Uchwyt na obiektywy interferometryczne 


	uchwyt/rewolwer na 

a) minimum 4 obiektywy

b) >4 obiektywów
	podać
	0

3

	16.
	Obiektyw
	 2,5x typu Michelson (standard), odległość robocza minimalnie 3,5mm; obiektyw do montażu w uchwycie
	potwierdzić 

i podać


	

	17.
	Wyposażenie dodatkowe obiektywu
	a) komplet soczewek zmieniających pole

    obserwacji

b) brak
	podać
	3

0

	18.
	Moduł umożliwiający badanie cienkich powłok
	grubość optyczna przezroczystej powłoki

>=70 µm
	potwierdzić

 i podać
	

	
	
	rozdzielczość pomiaru w osi Z dla skanowania 150 µm

a) >=1nm

b) <1nm
	podać


	0

3

	19.
	Podgląd próbki
	kamera o matrycy minimum 640 x 480 pikseli
	potwierdzić

 i podać
	

	
	
	ilość klatek na sekundę

a) <= 60 fps

b) >60 fps
	podać
	0

3

	20.
	Moduł do optycznej analizy mikrosystemów
	system  zapewniający dynamiczne badanie struktur MEMS w zakresie 

a) < 2 MHz

b) >=2 MHz
	podać


	0

3



	21.
	System antywibracyjny
	zapewnione
	potwierdzić
	

	22.
	Wymagania dodatkowe

(opcje)
	a)wzmacniacz wysokiego napięcia 
wraz z generatorem

b) brak opcji
	podać
	3

0

	
	
	a) kontrola z poziomu oprogramowania sterowanie oświetlaczem, kamerą oraz układem pozwalającym na automatyczną charakteryzację pojedynczej struktury w zakresie pomiaru wysokości lub odkształcenia lub częstotliwości rezonansowej

b) brak opcji
	podać


	3

0


	
	
	a)dodawanie  własnych procedur pomiarowych np. w postaci skryptów

b) brak opcji
	podać
	3

0

	
	
	a)badanie przemieszczeń struktury w osiach płaszczyzny  struktury

b)brak opcji
	podać
	3

0

	
	
	a) badanie przemieszczeń struktury w kierunku prostopadłym do płaszczyzny struktury z rozdzielczością <1nm

b) brak opcji
	podać
	3

0

	23.
	Oprogramowanie musi zapewniać
	a) możliwość sterowania profilometrem 

b) możliwość obserwacji obrazów oraz ich obróbka w tym z wykorzystaniem typowych filtrów (Gaussa, Fouriera, numeryczne)

c) możliwość akwizycji danych źródłowych z pomiaru w tym również w formacie ASCII

d) funkcje 2D oraz 3D służące do analizy topografii powierzchni w tym parametry chropowatości 

e) zszywanie obrazów 

f) uruchamiane w systemie operacyjnym MS Windows i powinno być kompatybilne z innymi standardowymi programami środowiska Microsoft Windows
	potwierdzić
	

	24.
	Komputer PC 
z monitorem LCD 
do obsługi profilometru optycznego
	procesor: min. Intel, 2.4 GHz 

pamięć RAM: min 4GB 

dysk twardy: min. 320 GB (SATA)

nagrywarka DVD ± RW (SATA)

system operacyjny Windows

monitor LCD min. 19”, klawiatura, mysz, karta sieciowa
	podać
	

	25.
	Test akceptacyjny 
po instalacji 
i uruchomieniu urządzenia w siedzibie Zamawiającego
	zapewnione

próbki/płytki testowe dostarczone do testu przez oferenta weryfikujące parametry z punktów: 6, 7, 8, 11
	potwierdzić
	


	26.
	Termin realizacji przedmiotu zamówienia 
	max. 15 tygodni
	podać
	

	27.
	Dwuetapowe szkolenie minimum 3 osób, w miejscu instalacji urządzenia
	pierwsze po instalacji urządzenia (2 dni szkolenia)
	potwierdzić
	

	
	
	drugie po ok. 3 miesiącach po odbiorze urządzenia (2 dni szkolenia)
	
	

	28.
	Instrukcja obsługi 
oraz dokumentacja techniczna w języku polskim lub angielskim


	zapewnione
	potwierdzić
	

	29.
	Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie minimum 1 roku od daty podpisania protokołu odbioru
	zapewnione
	potwierdzić
	

	30.
	Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego w okresie 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru
	zapewnione
	potwierdzić
	

	31.
	Dodatkowe wymagania dot. serwisu
	rozpoczęcie usługi w ciągu 72 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia usterki 
	potwierdzić
	

	32.
	Dostępność części zamiennych od daty instalacji przez:
	10 lat
	potwierdzić 


	

	33.
	Zapewnienie wsparcia technicznego od daty podpisania protokołu odbioru przez
	10 lat
	potwierdzić 


	

	34.
	Okres gwarancji liczony od daty podpisania protokołu odbioru
	min. 12 miesięcy

max. 24 miesiące


	podać 
w miesiącach
	


*Nieprecyzyjne i niedokładne wypełnienie kolumny nr 4 tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty.
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